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Der Querschnitt d.urch Magnetband.proben zeigt unterschied.llche

Schichten. Das Tnägermaterial, däs sincl im allgemeinen Folien-

bahnen aus Polyester, lst mlt einer magnetJ-sch aktiven Suspen-

sion beschichtet. Darüber befindet sich eine dänne d.urcheich-

t ige Schicht .

I leben strukturellön ElnzeLhej.ten der magnetisch aktiven

Schicht interessleren unter anderem Beschichtungsfehler,

Dickenschwankung€rlr Staubanlagenrngen und. ttie Rauhtiefe.

Die I{enntnis d.ieser genannten l{aterlaleigensch.aften ist von

Bed.eutung für d.ie Produlctionstiberwachung bei der Herstellrrng

von }lagnetbtindern.

Irlit dem tr{ikroskop E?MI, interahako ist die Rauhtiefe an UIag-

netband.proben des VEts Lrlagnetbandfabrlk Dessau untersucht

worden. Die Auswertung erfolgte mittels Streifenmethod.e.

Die Rauhtiefe lst als dle größte im I'. ' l lkrobereich der Ober-

fläehe auftretend.e Höhendifferenz definiert /1/, /2/ : .

Inr fnterferenzbild. d,er Probe führen l{öhenclifferenzen an der

Oberfläehe zu Strelfenauslenkungen. DLe Größe d.er Streifenaus-

lenkung im Vergleich zum Streifenabstand gilt als ein Maß ftir

d.ie Rauhtlefe. Die Beirechnungeformel. für ctie Rauhtiefe lautet

bel Aufltchtbeobachtung unter Vennrend.ung von'Trockenobjektiven

R. . .  Rauh t ie fe

b . . .  S t re i fenabs tano

4. . .  lVe l1en länge des
vennrend eten
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Praktisch lvird. das Interferenzbil-d direlct arn lJikroskop od.er
auf elner lv l ikrofotograf ie ausge!,rertet .  Die Vrrel len1änge des
verv ' rend.eten T, ichtes ist  belcannt (Uei  n icht  monochromat lschem
licht wird. dessen Schwerpunktvvell.enlänge zur Berechnung heran-
gezogen -  bei  weißem Licht  551 üm) r  der Interferenzstrei fenab-
stand. sowie die maximale Streifenauslenkung sind bestimmbar,
zo 3.  mit  e inem i i {eßschraubenoknlar am mikroskopischen Bi ld
od.er rnit geeigneten l,Teßgeräten an ej.ner l,Ji]<rofotografie.
Rauhtiefenwerte zwischen 30 nm und A /2 sincl bei d.en venvende-
ten I'.Iagnetband.proben noch gut zu analysisrolo
Die Interferenzstrei fen wenden so eingestef l - t ,  daß sie senk-
rech' t  zvr aufgespal teten Kante ver laufen. Zur Best immung des
Strei fenabstand.es ist  es ruicht ig,  d ie genaue Lage der Interfe-
renzstrei fen r icht ig einzuschätzeir .  Dies ist  bei  Ve:rvrendung

von weißem licht am bräunlichen Streifen lm allgemelnen gut

rnögl ich.  Eine bequemere Methodb ist  fo lgende: Mit te ls Tisch-
tr ieb wird der Rand d.es Objektes ins Gesichtsfeld geführt .

I ' irährend. im Objektbereich das dureh die ?robe beeLnflußte fn-
terferenzbiLd sichtbar wird,  ver laufen d, ie Interferenzstrei fen

außerhalb des Objektes ungestört .  In unserem Fal le genügt es,

die i ' ,fagnetbandprobe auf ej.nern gut refle]ctierend,en sowle . ebe-

nen Träger  (2 .  B .  G lasob jek t t räger )  zu  be fes t igen.

i rHttels l , Ießschra[benokular 1äßt s ich der Strei fenabstand ar-

mitteln. Da zur Bestirnmung d.er Rauhtiefe d.ie Summe der Strel-

fenauslenkungen nach beid.en Seiten in Betracht kommt, lst es
günstig, sofort die Gesarnteuslenku.ng zu m€ss€ne Dadurch wirrü

eine genaue lagebestlmmung d.es zur Auswertung herangezogenen

fnterferenzstrei fens vermieden.

Besser ist  es bin rnikrofotograf isches Bi ld.  der jevrei . l lgen

Probe herzustellen, Dle Auslrrertung kann dann unabhängig von

Veränrlerungen am l, ' l j .kroskop erfolgen, Gleichzei-ti-g l iegt ein

Silddokurnent vor. Dlc folgenden l.Jikrofotografien sind an

}Tikroskop EPfVAi, lnternhalco mit mf-Elnrichtung auf NP 27-Pi1m

bei Sel . ichtungszei ten von einer i . . { inute aufgenommen worden.
(ob je lc t i v  12 ,5 /o  r25  oo /o)

L,Tr'.t einem l,.[aßstab lassen sich di-e erforderlichen Größen

bequem ausmegsen.

Anhand der Abbi ldungen 1 und 2 sol . len z ' : re i  l {eßbelsplele demon-

s t r ie r t  v re rden.
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7,v Abb.  1 :  Es ergeben s ich

b  -  216
A

/-\s*"* = 2 rO

2 n
R = - i *  x  27 j ,5  nml s o

Zu Abb.  2  :  b  =  2 r7
A

.1 l s  .=  2 ;Smax

folgen<le l,Ießtverte

l= 551 nm

= 212 nm

)= 551 nm

) c
R = # x 27515 run = ?55,nm

L t  I

Um d.ie Qualität von Llagnetbändern anhand. von Rau.htiefenunter-
suehungen einschätzen zu können, ist  es empfehlensvrertr  euf  e i -
ner defintert großen repräsentativen ?robenfläche in etwa kon-
stanten Abständ.en eine stat ist isch ausreichend.e Anzahl  von
I\{essungen dr-irchzuführen und eine statistische Ausr,,rertung vorzir-
nehmen. Die Größe der Probenfläche, d.er Abstand. d.er Meßpunkte
und die Anzahl der Stlchproben müssen vom jerveil ig Prüfender".
vorgegeben werd.en. Unter anderem hängen d.iese ?arameter vom zu
untersuchenden Bandtyp, von der Fertigungsmethode und Ford.e-

rungen des Herstell-ers und. d.er Anwend.er ab.
Für die Untersuchungen der llagnetbandproben wurd.e d,as l,[ikro-

skop EPMT, interphako in d.er Standardausrüstung' eingesetzt.

A1s l ichtquelle stand. eine Halogenlampe 6V/5011{ zur Verfügung.

Zur Untersuchung schwächer reflelctierender L,lagnetbänder

besteht die } iögl ichlcei t  d.es Ansatzes d.er Leuchte 6V/100Yü bzw.
der Leuchte XBO 150 über die Grundplat te u.  Das begünst lgt  ins-

b&sondere die Hersüe11ung von l{ikrofotografi-en.

Die Rauhtiefenmessungen sind ohne Elnschränkungen auch mit dem

l[ikroskop VElOlrIEf interphako u mög11ch.

Verfasserr Hartmut Steffen
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